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ADC自己校正の実行が必要な状態の訂正 
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ニュアル: ハードウェア

Rev.1.20全ロット 

サンプル＆ホールドの設定を変更した際に、ADC 自己校正を実行する必要がある状態一覧を訂正いたします。

【修正後】 

表 36.7 自己校正を実行する必要がある状態一覧 

自己校正が必要な状況 内部回路校正 

ゲイン／オ

フセッ

ト校正

チャネル専用サン

プル&ホールド回

路のゲイン／オフ

セット校正 （注 1）

リセット解除後 ✓ ✓ ✓ 

モジュールストップ解除後 ✓ ✓ ✓ 

ソフトウェアスタンバイモードまたはディープソフトウェアスタンバイモー

ドからの復帰時
✓ ✓ ✓ 

ADCLK 設定を変更した場合 

（クロックソースまたは周波数を変更した場合）
✓ 

✓ 
✓ 

A/D コンバータの動作モードを変更した場合 

（ADMDR.ADMDm ビット (m = 0, 1) を変更した場合） 
✓ ✓ ✓ 

A/D 逐次比較時間を変更した場合 

（ADCNVSTR.CSTm ビット (m = 0, 1) を変更した場合） 
✓ ✓ ✓ 

チャネル専用サンプル&ホールド回路の動作設定を変更した場合(注 1) — — ✓ 

注. ✓：自己校正を行ってください。 

—：自己校正は不要です。 

注1. ADSHCRm.SHENn ビットのいずれかが1 のとき、チャネル専用サンプル&ホールド回路の自己校正（m = 0, 1. n = 0～2、4～6）を

行ってください。チャネル専用サンプル&ホールド回路を使用していない場合は、不要です。 
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【修正前】 

表 36.7 自己校正を実行する必要がある状態一覧 

自己校正が必要な状況 内部回路校正 

ゲイン／オ

フセッ

ト校正

チャネル専用サン

プル&ホールド回

路のゲイン／オフ

セット校正 （注 1）

リセット解除後 ✓ ✓ ✓ 

モジュールストップ解除後 ✓ ✓ ✓ 

ソフトウェアスタンバイモードまたはディープソフトウェアスタンバイモー

ドからの復帰時
✓ ✓ ✓ 

ADCLK 設定を変更した場合 

（クロックソースまたは周波数を変更した場合）
✓ 

✓ 
✓ 

A/D コンバータの動作モードを変更した場合 

（ADMDR.ADMDm ビット (m = 0, 1) を変更した場合） 
✓ ✓ — 

A/D 逐次比較時間を変更した場合 

（ADCNVSTR.CSTm ビット (m = 0, 1) を変更した場合） 
✓ ✓ — 

チャネル専用サンプル&ホールド回路の動作設定を変更した場合(注 1) — — ✓ 

注. ✓：自己校正を行ってください。 

—：自己校正は不要です。 

注1. ADSHCRm.SHENn ビットのいずれかが1 のとき、チャネル専用サンプル&ホールド回路の自己校正（m = 0, 1. n = 0～2、4～6）を

行ってください。チャネル専用サンプル&ホールド回路を使用していない場合は、不要です。 
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